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OBJETIVOS 

Ressaltar a importância da metrologia. Servir de base para todas as outras disciplinas do curso que direta ou 
indiretamente utilizam metrologia. Despertar que todas as medições possuem uma incerteza. Tornar conhecido 
os principais conceitos metrológicos. 

 

EMENTA 

A importância da metrologia, áreas de atuação, desafios para o Brasil; Estruturas metrológicas; Vocabulário 
internacional de metrologia; Sistema internacional de unidades, padrão de medida; Expressão de números na 
metrologia; Erros de medição, o resultado da medição; Estimativa da incerteza e correção em medições diretas; 
Cálculo da incerteza de medição; Especificação dos sistemas de medição em função do mensurando; A 
qualidade e a metrologia; Calibrações, a qualidade em um laboratório metrológico; Estimativa da incerteza e 
correção em medições indiretas, propagação de incertezas por meio de módulos; Método de Monte Carlo 
aplicado na avaliação de incerteza de medições; Softwares para cálculo da incerteza de medição; Uso dos 
principais instrumentos de medição nas áreas Eletrônica e Mecânica; Sistemas e técnicas de medição. 
 
 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITEM EMENTA CONTEÚDO 

1 
A importância da Metrologia; Áreas de 
atuação; Desafios para o Brasil; 

1.1 – Desenvolvimento tecnológico e a metrologia; 
1.2 – Diversos campos de atuação da metrologia; 
1.3 – Novas áreas do conhecimento que surgem em função 
do desenvolvimento da metrologia; 
1.4 – Efeitos da incerteza da medição. 

2 Estruturas metrológicas; 

2.1 – Desenvolvimento da metrologia ao longo dos tempos; 
2.2 – Estrutura metrológica Brasileira; 
2.3 – Sinmetro; 
2.4 – Conmetro; 
2.5 – Inmetro; 
2.6 – Estrutura Metrológica Mundial. 

3 Vocabulário Internacional de Metrologia; 
3.1 – Necessidade de um vocabulário comum em metrologia; 
3.2 – Principais termos metrológicos; 
3.3 – Interpretação dos termos metrológicos. 

4 Sistema Internacional de Unidades; 

4.1 – Conceito do Sistema SI; 
4.2 – Unidades fundamentais; 
4.3 – Definições das unidades; 
4.4 – Sistemas de unidades que convivem com SI. 

5 Padrões de Medida; 
5.1 – Desenvolvimento dos padrões ao longo dos tempos; 
5.2 – Padrões atômicos; 
5.3 – Problemas metrológicos em termos de padrões. 



6 
Expressão de números na metrologia; Erros 
de medição; O resultado da medição; 

6.1 – Como expressar números; 
6.2 – Como expressar um resultado de medição; 
6.3 – Parcelas do resultado de medição. 

7 
Estimativa da incerteza e correção em 
medições diretas; 

7.1 – Medições diretas e indiretas; 
7.2 – Caracterização do processo de medição; 
7.3 – Variabilidade do mensurando; 
7.4 – Grafia correta do resultado da medição; 
7.5 – Resultado da medição na presença de várias fontes de 
incerteza. 

8 
Estimativa da incerteza e correção em 
medições indiretas; 

8.1 – Medições indiretas; 
8.2 – Estimativa da incerteza combinada de medições 
nãocorrelacionadas; 
8.3 – Estimativa da incerteza combinada de medições 
correlacionadas; 
8.4 – Coeficiente de correlação. 

9 Cálculo da incerteza de medição; 

9.1 – Exercícios de cálculo de incerteza de medição; 
9.2 – Planilhas de cálculo de incerteza; 
9.3 – Estimativa das distribuições das incertezas de medição; 
9.4 – Graus de liberdade; 
9.5 – Fator de abrangência. 

10 
Propagação de incertezas por meio de 
módulos; 

10.1 – Composição de sistemas de medição; 
10.2 – Modelo matemático; 
10.3 – Determinação da sensibilidade equivalente; 
10.4 – Determinação da correção relativa equivalente; 
10.5 – Estimativa da incerteza-padrão relativa equivalente; 
10.6 – Cálculo dos parâmetros em termos absolutos. 

11 

Método de Monte Carlo aplicado na 
avaliação da incerteza de medições; 
Softwares para cálculo da incerteza de 
medição; 

11.1 – Métodos numéricos reconhecidos no cálculo de 
incerteza de medição; 
11.2 – Uso de software no cálculo de incertezas. 

12 

Uso dos principais Instrumentos de Medição 
nas áreas Eletrônica e Mecânica; Sistemas e 
Técnicas de medição; Atividades de 
laboratório aplicadas à metrologia. 

Experiências de Laboratório e Trabalhos versando sobre 
multímetros, medições com circuitos ponte, osciloscópios, 
amostragem, incertezas e tolerâncias, calibração e avaliação 
da incerteza de medição em diferentes sistemas de medição. 
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